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Аннотация. Большое количество современных функциональных монокристаллов средней 
категории относится к гиротропным средам. В таких кристаллах при распространении света 
вдоль оптической оси наблюдается вращение его плоскости поляризации. Для получения 
дисперсионных зависимостей угла вращения плоскости поляризации света использован 
спектрофотометрический метод. В основе этого метода лежит измерение интенсивности света, 
проходящего через систему поляризатор—кристалл—анализатор. Кристалл представляет собой 
полированную плоскопараллельную пластину одноосного гиротропного кристалла, вырезанную 
перпендикулярно к оптической оси. Измерения проведены на UV-Vis-NIR спектрофотометре 
Cary-5000 в диапазоне длин волн 200—1200 нм с использованием поляризаторов — призм 
Глана—Тейлора. В качестве образцов использованы полированные плоскопараллельные 
пластины известных кристаллов SiO2 и α-LiIO3. Полученные дисперсионные зависимости 
спектральных коэффициентов пропускания имели периодический характер. По экстремумам 
на этих зависимостях рассчитаны дискретные величины удельных углов вращения плоскости 
поляризации света. Эти дискретные величины могут быть аппроксимированы формулами Друде, 
Чандрасекхара и Вышина в зависимости от того, чем определяется природа вращательной 
способности плоскости поляризации света в каждом конкретном материале. Для исследованных 
кристаллов построены зависимости модифицированной формулы Друде вида 1/ρ = f(λ2), которые 
должны иметь линейный характер в случае идеального кристалла. Полученные эксперименталь-
ные результаты хорошо соотносятся с имеющимися литературными данными. Преимуществами 
данного метода является оперативность, возможность получения дисперсионных зависимостей 
удельного угла вращения плоскости поляризации, оценка природы вращательной способности 
конкретных кристаллов и структурного совершенства исследуемых кристаллов.

Ключевые слова: монокристаллы, одноосные монокристаллы, оптическая ось, оптические 
свойства, оптическая анизотропия, вращение плоскости поляризации, спектрофотометрия
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Abstract. A large number of modern functional single crystals of the middle category belong to gy-
rotropic media. In these crystals, when light propagates along the optical axis, rotation of the plane of 
its polarization is observed. In this work a spectrophotometric method was used to obtain the disper-
sion dependences of the rotation angle of the polarization plane. This method is based on measuring 
the intensity of light passing through the polarizer–crystal–analyzer system, the crystal is a polished 
plane-parallel plate of a uniaxial gyrotropic crystal cut perpendicular to the optical axis. Measure-
ments were carried out on a UV-Vis-NIR spectrophotometer Cary-5000 in the wavelength range of 
200—1200 nm using polarizers — Glan–Taylor prisms. Polished plane-parallel plates of known SiO2 
and α-LiIO3 crystals were used as samples. The obtained dispersion dependences of the spectral 
transmission coefficients are oscillating. Discrete values of the specific angles of rotation of the plane 
of polarization of light are calculated from the extremes on these dependencies. These discrete values 
can be approximated by the formulas Drude, Chandrasekhar and Vyshina, depending on what deter-
mines the nature of the rotational ability of the plane of polarization of light in each particular material. 
For the studied crystals, dependences of the modified Drude formula of the form 1/ρ = f(λ2) are plot-
ted, these dependences should have a linear character in the case of an ideal crystal. The obtained 
experimental results correlate well with the available literature data. The advantages of this method 
are efficiency, the possibility of obtaining dispersion dependences of the specific rotation angle of the 
polarization plane, the need for a single sample, the possibility of assessing the nature of the rotational 
ability of specific crystals, the possibility of evaluating the structural perfection of the studied crystals.
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Введение

Гиротропные	кристаллы	представляют	собой	
анизотропные	среды,	свойства	которых	описыва-
ются	несимметричным	тензором	диэлектрической	
проницаемости	[1].	Возможность	проявления	гиро-
тропии	в	кристаллах	определяется	их	симметрией.	
В	 случае	 кристаллов	 средней	 категории,	 харак-

теризующихся	единственной	оптической	осью,		к	
гиротропным	относят	кристаллы	с	симметриями:	3,	
4,	6,	32,	422,	622,	3m,	4mm,	6mm,	4–,	4–2m	[2].	Такими	
симметриями	 характеризуется	 большое	 количе-
ство	 функциональных	 материалов	 электронной	
техники	 —	 пьезоэлектрических,	 нелинейно-оп-
тических,	электрооптических	и	акустооптических	
кристаллов	[3—12].

© 2023 National University of Science and Technology “MISIS”. 
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0), 
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source 
are credited.
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В	 гиротропных	 кристаллах	 в	 каждом	 на-
правлении	могут	распространяться	две	световые	
волны,	имеющие	правую	и	левую	круговую	(цир-
кулярную)	 поляризацию	 и	 разные	 фазовые	 ско-
рости	 [1].	 Это	 приводит	 к	 возникновению	 эллип-
тического	двулучепреломления	и	эллиптического	
дихроизма,	 частным	 случаем	 которого	 является	
вращение	плоскости	поляризации	[13].

При	распространении	плоскополяризованно-
го	луча	света	вдоль	оптической	оси	гиротропного	
кристалла	 наблюдается	 вращение	 плоскости	 его	
поляризации.	При	отклонении	луча	света	от	опти-
ческой	оси	 вращательная	 способность	 кристалла	
резко	падает,	при	этом	одновременно	существенно	
возрастает	величина	двулучепреломления	и	дих-
роизма	[2,	14,	15].	По	мере	роста	отклонения	луча	
света	 от	 оптической	 оси	 круговая	 поляризация	
сменяется	эллиптической,	причем	эллипсы	быстро	
сужаются,	и	оба	луча	начинают	приближаться	к	
плоскополяризованным	[14].

Гиротропия	среды	может	быть	или	естествен-
ной,	или	созданной	искусственно	при	наложении	
внешних	воздействий	[1].	

Естественная	 гиротропия	 обуславливается	
как	свойствами	объектов,	формирующих	кристалл	
(молекулы,	ионные	группировки,	комплексы),	так	
и	структурными	эффектами,	связанными	с	анизо-
тропией	расположения	этих	объектов	в	кристалле	
[15,	16].

В	 общем	 случае,	 оптические	 свойства	 кри-
сталлов	определяются	их	симметрией,	составом	и	
строением.	На	практике	существенное	влияние	на	
оптические	свойства	оказывают	неоднородности	

и	дефекты,	имеющиеся	в	кристаллах.	Исследова-
ние	проявлений	гиротропии	в	кристаллах	важно	
как	для	полной	характеризации	свойств	кристал-
лов,	так	и	для	установления	их	структурного	со-
вершенства	 и	 определения	 природы	 дефектных	
центров.

Как	правило,	используются	прямые	измере-
ния	удельного	угла	вращения	плоскости	поляри-
зации	ρ.	Для	этого	образец	одноосного	 гиротроп-
ного	 кристалла,	 вырезанного	 перпендикулярно	 к	
оптической	оси,	помещают	в	оптическую	систему,	
основными	 компонентами	 которой	 являются	 ис-
точник	 света	 с	 известной	 длиной	 волны	λ,	 два	
поляризатора	 и	 фотоприемник.	 При	 скрещенном	
положении	поляризаторов	в	случае	гиротропного	
кристалла	 наблюдается	 просветление.	 Далее	 не-
обходимо	вращать	поляризатор	до	тех	пор,	пока	не	
будет	наблюдаться	полное	погасание	света	(враще-
ние	на	угол	полного	погасания	света	j).	Значение	
удельного	угла	вращения	плоскости	поляризации	
ρ	рассчитывают	путем	деления	полученного	угла	
j	на	толщину	образца	d	[17]:

	 ρ	=	j/d.	 (1)

При	проведении	таких	измерений	необходимо	
иметь	 несколько	 образцов	 разной	 толщины,	 так	
как	плоскость	поляризации	может	поворачиваться	
более	чем	на	180°.

На	практике	требуются	быстрые	высоконад-
ежные	 измерения	 дисперсионных	 зависимостей	
удельного	угла	вращения	плоскости	поляризации	
света	в	одноосных	гиротропных	кристаллах	с	ис-
пользованием	минимального	количества	образцов.

Ниже	представлен	спектрофотометрический	
метод	экспериментального	исследования	явления	
вращения	плоскости	поляризации	в	гиротропных	
кристаллах	средней	категории	и	показаны	возмож-
ности	 установления	 связей	 между	 результатами	
полученных	 экспериментальных	 исследований	 и	
особенностями	структуры	кристаллов.

Методика эксперимента

В	 основе	 методики	 эксперимента	 лежит	 из-
мерение	интенсивности	света,	прошедшего	через	
систему,	 состоящую	 из	 двух	 поляризаторов	 (по-
ляризатор	и	анализатор)	и	полированной	плоско-
параллельной	 пластины	 кристалла,	 помещенной	
между	 ними:	 система	 поляризатор—кристалл—
анализатор.	

Математическое	 описание	 изменения	 интен-
сивности	света,	распространяющегося	через	такую	
систему	известно	и	описано	в	литературе	[15,	17,	18].

В	общем	случае	рассматривается	прохожде-
ние	света	длиной	λ	через	пластину	негиротропного	
кристалла	толщиной	d,	вырезанную	в	произволь-

Рис. 1. Схема распространения луча света через систему 
поляризатор-кристалл-анализатор:  
A — плоскость колебаний луча света, прошедшего че-
рез анализатор; П — плоскость колебаний луча света, 
прошедшего через поляризатор; S1, S2 — взаимно пер-
пендикулярные плоскости колебаний двух лучей  
света, распространяющихся в кристаллической пла-
стине [17, 18]

Fig. 1. Scheme of propagation of a light beam through the 
polarizer-crystal-analyzer system: A is the plane of 
oscillation of the light beam passing through the analyzer; 
П is the plane of oscillation of the beam of light that 
has passed through the polarizer; S1, S2 are mutually 
perpendicular planes of oscillations of two beams of light 
propagating in a crystalline plate [17, 18]
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ном	направлении	(рис.	1).	Поглощение	и	рассеяние	
света	не	учитывается.	

Луч	света	интенсивностью	I0	падает	нормально	
к	поверхности	(см.	рис.	1),	проходит	через	поляри-
затор,	 кристаллическую	 пластину	 и	 анализатор.	
Из	поляризатора	луч	света	выйдет	с	колебаниями	
по	 прямой	 П.	 Попав	 в	 кристалл,	 этот	 плоско	 по-
ляризованный	 луч	 разложится	 на	 два	 линейно	
поляризованных	луча	с	колебаниями	по	взаимно	
перпендикулярным	 плоскостям	 S1	 и	 S2.	 Пройдя	
через	анализатор	в	результате	эти	лучи	будут	об-
ладать	общей	плоскостью	колебаний	А	и	некоторой	
разностью	фаз	δ,	определяющейся	длиной	волны	
света,	толщиной	пластины	и	величиной	двулуче-
преломления	Δn	 в	 пластине	 в	 направлении	 рас-
пространения	света:

	
	 (2)

Интенсивность	света	I,	прошедшего	через	та-
кую	 систему,	 описывается	 известной	 формулой	
[15,	17,	18]:

I =	I0	cos	(b	-	α)	-	

	 -	I0	sin	(2α)	sin	(2b)	sin2	(δ/2),	 (3)

где	α,	b	—	углы	между	плоскостью	колебаний	S2	
одного	 из	 лучей	 света,	 распространяющихся	 в	
кристалле,	и	плоскостями	П	и	А колебаний	лучей	
света,	прошедших	через	поляризатор	и	анализатор	
соответственно.

Если	 луч	 света	 распространяется	 вдоль	 оп-
тической	оси	негиротропного	кристалла,	двулуче-
преломление	отсутствует	и	интенсивность	света,	
прошедшего	 через	 такую	 систему,	 определяется	
только	 взаимным	 положением	 поляризатора	 и	
анализатора:

 I =	I0	cos	(b	-	α).	 (4)

В	случае,	когда	линейно	поляризованный	свет	
распространяется	 вдоль	 оптической	 оси	 одно-
осного	гиротропного	кристалла,	в	нем	будут	рас-
пространятся	 две	 циркулярно	 поляризованные	
волны	 с	 равными	 амплитудами,	 противополож-
ными	 направлениями	 обхода	 (левое	 и	 правое)	 и	
разными	фазовыми	скоростями	[19].	Это	приведет	
к	тому,	что	на	прохождение	одного	и	того	же	рас-
стояния	в	кристалле	одна	волна	затратит	больше	
времени,	 чем	 вторая,	 что	 породит	 запаздывание	
по	времени.	Полный	оборот	вектора	поляризации	
в	обеих	волнах	происходит	за	одно	и	то	же	время,	
равное	периоду	волны.	Следовательно,	вектор	по-
ляризации	запаздывающей	волны	повернется	на	
угол,	 больший,	 чем	 вектор	 опережающей	 волны.	
В	 результате	 сложения	 этих	 волн	 наблюдается	

одна	плоскопараллельная	волна,	результирующий	
вектор	поляризации	которой	повернется	в	сторо-
ну	 вращения	 более	 медленной	 волны	 [19].	 Таким	
образом,	 линейно	 поляризованный	 свет,	 пройдя	
через	пластину,	останется	линейно	поляризован-
ным,	но	плоскость	его	поляризации	повернется	на	
угол	j	[15,	19].	Разность	фаз	δ	в	таком	случае	будет	
определяться	циркулярным	двулучепреломлени-
ем	Δnц	[15]:

	
	 (5)

δ	=	2ρd.

Интенсивность	 света,	 прошедшего	 через	 си-
стему	 поляризатор—кристалл—анализатор,	 где	
кристалл	представляет	собой	пластину	гиротроп-
ного	 одноосного	 кристалла,	 вырезанного	 перпен-
дикулярно	 к	 оптической	 оси,	 описывается	 урав-
нением	вида	[15]

I	=	(1/2)	I0[1	+	cos	2(b	-	α)	cos	δ	+	

	 +	sin	2(b	-	α)	sin	δ].	 (6)

С	учетом	тригонометрических	тождеств	

уравнение	(6)	примет	вид

 I	=	(1/2)	I0	[1	+	cos	2(b	-	α	-	δ)].	 (7)

В	случае,	если	поляризатор	и	анализатор	па-
раллельны,	т.	е.	α	=	b,	и	с	учетом	тригонометриче-
ского	тождества

cos	(2µ)	=	cos2	µ	-	sin2	µ,	

интенсивность	света	будет	равна

 I	=	I	=	I0	cos2	(δ/2).	 (8)

В	 случае,	 если	 поляризатор	 и	 анализатор	
перпендикулярны,	т.	е.	(b	-	α)	=	(π/2),	с	учетом	три-	
	
гонометрического	 тождества	 cos sin ,

2
π -µ = µ 

  	
	интенсивность	света	будет	равна

 I = I┴	=	I0	sin2	(δ/2).	 (9)

Практическое	 значение	 имеет	 не	 интенсив-
ность	прошедшего	света	I,	а	доля	первоначальной	
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интенсивности	 I0,	 прошедшего	 через	 систему,	 —	
спектральный	 коэффициент	 пропускания	 T(λ),	
который	и	является	измеряемым	параметром:	

 T(λ)	= I/I0.	 (10)

Спектральные	 зависимости	 коэффициентов	
пропускания	 T(λ),	 полученные	 в	 условиях	 па-
раллельных	 или	 скрещенных	 поляризаторов	 в	
соответствии	с	уравнениями	(8)	и	(9)	имеют	пери-
одический	характер.	Минимумы	I	и	максимумы	
I┴	соответствуют	величине	ρd	=	π/2	+	πk.	Макси-
мумы I	и	минимумы	I┴	

соответствуют	величине		
ρd	=	π	+	πk,	где	k	—	целое	число	[2,	20—22].

В	качестве	образцов	мы	использовали	плоско-
параллельные	полированные	пластины	известных	
кристаллов	SiO2	и	α-LiIO3,	вырезанные	перпенди-
кулярно	к	оптической	оси.	Исследования	оптиче-
ских	свойств	образцов	проводили	в	аккредитован-
ной	лаборатории	полупроводниковых	материалов	
и	 диэлектриков	 «Монокристаллы	 и	 заготовки	 на	

Рис. 2. Спектральные зависимости пропускания образцов 
α-LiIO3 (а) и SiO2 (б) в скрещенных (1) и параллельных 
(2) поляризаторах

Fig. 2. Spectral dependences of the transmission of (a) α-LiIO3 
and (б) SiO2 samples in (1) crossed and (2) parallel 
polarizers

их	основе»	НИТУ	МИСИС	[23].	Спектральные	за-
висимости	 коэффициентов	 пропускания	 Т(λ)	 из-
меряли	 на	 спектрофотометре	 Cary-5000	 фирмы	
Agilent	Technologies	с	использованием	поляризато-
ров	призм	Глана—Тейлора	в	диапазоне	длин	волн	
200—1200	нм.

Результаты и их обсуждение

Спектральные	 зависимости	 коэффициентов	
пропускания	 образцов	 представлены	 на	 рис.	 2.	
В	 случае	 параллельных	 поляризаторов	 (см.	
рис.	2,	а)	минимумы	(min)	для	кристалла	α-LiIO3	
наблюдаются	на	длинах	волн	1018,	613,	497,	439	и	
402	нм,	а	максимумы	(max)	на	длинах	волн	745,	546,	
465,	418	и	387	нм.	Для	кристалла	SiO2	минимумы	
наблюдаются	на	длинах	волн	1135,	667,	523,	447	и	
399	нм	и	максимумы	—	на	длинах	волн	807,	581,	480,	
420	и	381	нм	(см.	рис.	2,	б).	Результаты	определения	
значений	удельных	углов	вращения	плоскости	по-
ляризации	образцов	α-LiIO3	и	SiO2	представлены	
на	рис.	3	и	в	табл.	1.

Из	 рис.	 3,	 б видно,	 что	 экспериментальные	
результаты	для	SiO2	согласуются	с	результатами	
исследований,	представленными	в	работе	[24].	Для	
α-LiIO3	(см.	рис.	3,	а)	заметно	небольшое	различие	
между	 нашими	 результатами	 и	 результатами,	
представленными	в	работе	[25].	Это	различие	мо-
жет	быть	связано	с	разными	условиями	роста	кри-
сталлов,	 так	 как	 на	 оптические	 свойства	α-LiIO3	
сильно	влияют	условия	роста	[24—26].	

Анализируя	 спектральные	 зависимости	
удельного	угла	вращения	плоскости	поляризации	
можно	определить	природу	гиротропии	в	кристал-
лах.	В	зависимости	от	того,	чем	преимущественно	
определяется	вращательная	способность	кристал-
ла	 (структурой	 формирующих	 его	 комплексов;	
структурой	самого	кристалла;	и	тем,	и	другим)	дис-
персия	оптической	активности	преимущественно	
аппроксимируется	формулами	Друде,	Чандрасек-
хара	или	Вышина	соответственно	[2,	27]:

-	 формула	Друде

	

	 (11)

-	 формула	Чандрасекхара

	

;	 (12)

-	 формула	Вышина

	

,	 (13)

где	KD, KC,	KV1, KV2	—	константы;	λD, λC,	λV1,	λV2	—	
характеристические	длины	волн,	нм.

В	 формуле	 (13)	 первый	 член	 уравнения	 ха-
рактеризует	 оптическую	 активность,	 возника-

а

б
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ющую	 за	 счет	 структуры	 кристалла,	 а	 второй	
—	за	счет	структуры	комплексов,	формирующих	
кристалл.

Аппроксимацию	 экспериментальных	 значе-
ний	удельного	угла	вращения	плоскости	поляри-
зации	 проводили	 в	 программном	 пакете	 Origin.	

Отклонение	между	экспериментальными	данны-
ми	и	аппроксимационной	зависимостью	оценива-
ли	 по	 критерию	 R-квадрат	 (R-Square).	 Значение	
R-квадрата	может	меняться	от	0	до	1.	Чем	больше	
R-квадрат,	 тем	 лучше	 подобранная	 зависимость	
соответствует	аппроксимируемым	данным.	

Таблица 2 / Table 2

Коэффициенты аппроксимационных уравнений Друде (11), Чандрасекхара (12), Вышина (13)  
для удельного угла вращения плоскости поляризации кристаллов SiO2 и α-LiIO3 

Coefficients of the Drude (11), Chandrasekhar (12), Vyshin (13) approximation equations for the specific angle  
of rotation of the polarization plane of SiO2 and α-LiIO3 crystals

Кристалл

Коэффициенты	аппроксимационных	уравнений

Друде Чандрасекхара Вышин

KD λD,	нм KC λC,	нм KV1 λV1,	нм KV2 λV2,	нм

SiO2 7,2165 129,9 7,2019 93,99 7,1005 89,01 123526 253,19

α-LiIO3 2,5428 227,75 2,4985 171,91 2,3191 172,16 2,4975 1,7847

Таблица 1 / Table 1

Расчетные значения удельного угла вращения плоскости поляризации образцов α-LiIO3 и SiO2 
Calculated values of the specific angle of rotation of the plane of polarization of samples α-LiIO3 and SiO2

Кри-
сталл

Параметр
Положение	экстремумов	на	спектральных	зависимостях	T(λ)		

в	параллельных	поляризаторах

min max min max min max min max min max

α-LiIO3

λ,	нм 1018 745 613 546 497 465 439 418 402 387

k 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

j,	угл.	град. 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900

ρ,	угл.	град./мм 25,86 51,72 77,59 103,45 129,31 155,17 181,03 206,90 232,76 258,62

SiO2

λ,	нм 1135 807 667 581 523 480 447 420 399 381

k 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

j,	угл.	град. 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900

ρ,	угл.	град./мм 5,63 11,27 16,91 22,54 28,18 33,81 39,44 45,08 50,72 56,36

Рис. 3. Спектральные зависимости удельного угла вращения плоскости поляризации образцов α-LiIO3 (а) и SiO2 (б)

Fig. 3. Spectral dependences of the specific angle of rotation of the plane of polarization of samples of α-LiIO3 (a) and SiO2 (б)

а б
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Вычисленные	коэффициенты	уравнений	(11)—
(13)	представлены	в	табл.	2.

Параметр	R-квадрат	равен	1	для	всех	аппрок-
симационных	уравнения	в	случае	SiO2.	

В	случае	α-LiIO3	параметр	R-квадрат	равен	1	
при	аппроксимации	уравнениями	Друде	и	Чандра-
секхара,	и	0,9999	для	случая	уравнения	Вышина.	
Таким	 образом,	 вращательная	 способность	 в	 ис-
следованных	образцах	хорошо	подчиняется	всем	
трем	типам	уравнений.

В	 соответствии	 с	 работой	 [16],	 вращательная	
способность	α-LiIO3	обусловлена	как	электронны-
ми	переходами	группы	IO3

–	(структура	комплексов,	
формирующих	кристалл),	так	и	ориентацией	групп	
IO3

–	 относительно	 кристаллографических	 осей	
(структура	самого	кристалла).	Таким	образом,	по-
лученные	результаты	аппроксимаций	хорошо	со-
относятся	с	известными	литературными	данными	
[16]	о	природе	гиротропии	в	кристаллах	α-LiIO3.

Природа	гиротропии	кварца	все	еще	однознач-
на	не	установлена.

Исследование	удельного	угла	вращения	пло-
скости	поляризации	позволяет	оценить	структур-
ное	совершенство	кристаллов	[16,	28].	Согласно	те-
ории	В.А.	Кизеля	[16,	28],	для	оценки	структурного	
совершенства	кристалла	используется	построение	
в	 соответствии	 с	 модифицированной	 формулой	
Друде:

	 1/ρ = Aλ2 + λ0,	 (14)

где	A	—	константа;	λ0	—	характеристическая	дли-
на	волны.

В	случае	идеального	кристалла	построенная	
зависимость	 1/ρ	 =	 f(λ2)	 должна	 иметь	 линейный	

характер.	 Отклонения	 от	 линейности	 свидетель-
ствуют	о	разупорядоченности	и	наличии	дефектов	
кристаллической	структуры.

Зависимости,	 построенные	 в	 соответствии	
с	 формулой	 (14),	 и	 их	 линейные	 аппроксимации	
представлены	на	рис.	4.

Среднеквадратическое	 взвешенное	 отклоне-
ние,	 характеризующее	 отклонение	 эксперимен-
тальных	 данных	 от	 линейности,	 незначитель-
но	 и	 составляет	 3,91487	∙	10-7	 для	 случая	 SiO2	 и	
2,0027	∙	10-7	 для	α-LiIO3.	 Подобный	 порядок	 ве-
личин	 свидетельствует	 о	 структурном	 качестве	
кристаллов.

Заключение 

Представлены	 возможности	 спектрофото-
метрии	для	измерения	удельного	угла	вращения	
плоскости	поляризации	ρ	в	гиротропных	кристал-
лах	средней	категории	при	распространении	света	
вдоль	оптической	оси.	

Предложенная	методика	позволяет	получать	
дискретные	значения	ρ	в	диапазоне	длин	волн	от	
ультрафиолетового	 до	 ближнего	 инфракрасного	
диапазона	длин	волн	в	зависимости	от	химического	
состава,	структуры,	симметрии,	дефектности,	про-
зрачности	и	толщины	образца.

Вращательная	способность	кристалла	и,	сле-
довательно,	характер	вращения	зависят	от	стро-
ения	 образующих	 его	 комплексов	 или	 от	 строе-
ния	 самого	 кристалла.	 Полученные	 дискретные	
значения	ρ	можно	аппроксимировать	формулами	
Друде,	Чандрасекхара	и	Вышина.	В	зависимости	от	
того,	какие	формулы	лучше	всего	соответствуют	
измеренным	 значениям	ρ,	 можно	 сделать	 вывод,	
что	преимущественно	определяет	вращательную	
способность	образца.

Структурное	совершенство	кристаллов	 (раз-
упорядоченность	 и	 наличие	 дефектов)	 в	 кри-
сталлической	 структуре	 может	 быть	 оценено	 по	
отклонениям	 от	 линейности	 спектральных	 за-
висимостей,	 построенных	 по	 модифицированной	
формуле	Друде.

Результаты,	полученные	на	образцах	кристал-
лов	SiO2,	α-LiIO3,	хорошо	согласуются	с	известны-
ми	литературными	данными.
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